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多 目的表面解析機能装置

(UPS/SAM)

1.は じめ に

当センターに複合表面分析装置 (ESCA/AES

558UP)が納入､設置されて以来､2年余りが経過

した10)この間､順調に稼働し旺盛な表面分析の需

要に応えてきた｡しかしながら､研究の進展､分

析の高度化に伴い､従来の分析機能だけでは不十

分であることが次第に明らかとなり､分析機能の

より一層の充実が強く求められるようになってき

たO

既設の装置の基本的な分析機能は､X線光電子

分光法(ESCA)による化学状態の分析ならびにオ

ージェ電子分光法 (AES)による表面組成の分析

であるoLかしなから､前者については､価電子

帯の分析にはX線のエネルギー半値幅が大きく分

解能が不充分であること､後者については､一次

電子線の走査ができず､表面の元素の二次元的分

布を測定することが不可能である等の問題点があ

った｡本装置はこのような問題点を解消し､より

一層の分析機能の充実を図るために昭和63年度一

般設備費で導入されたものである｡
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2.装置の概要

本装置は､紫外線光源､走査型電子銃及びコン

トロールからなり､いずれも既設の装置に付加し

て使用する｡紫外線光源により紫外線光電子分光

分析 (UPS)を､走査型電子銃により走査型オー

ジェ電子分光分析 (SAM)を行うことができる｡

これらの装置を本体に取り付けた写真を図 1に示

す｡また､各装置の仕様を表1に示す｡

表 1 紫外線光源及び走査型電子銃仕様

紫 外 線 光 源

出 力

エネルギー半値幅

励起エネルギー

150W

5meV

21.2eV(HeI)

40.8eV(HeII)

走 査 型 電 子 銃

電子ビーム径

加 速 電 圧

倍 率

10Flm

lOkV

500倍

図1 装 置 全

体 図 - 27- UPSでは､紫外線を試

料表面に照射し､そこから放射される光

電子のエネルギーから表面状態の分析を

行う｡そのため､光源としてはエネルギ

ーの半値幅が小さい方が分析の分解能を

上げることかできる｡現在光源として使

用しているⅩ線源のエネルギー半値幅は0.65eV

(MgKα)であり､価電子帯のよ

うな微細なエネルギー構造を分析するこ

とは困難である｡それに対して､紫外線

光源は､表1の仕様に見られるように励起



帽が非常に小さい特徴がある｡従って､微細なエ

ネルギー構造の分析に適している｡

図2は､本装置で測定したAuの価電子帯の高

分解能スペクトルである｡ESCAでは得られない

ような微細構造が示されており､所期の目的が達

せられている｡

オ-ジェ分析については､現在の装置では入射

電子線の走査ができないために､元素分析が表面

上のある特定の一点のみに限られていたo新しく

設置した電子銃は､電子ビームの走査が可能とな

っているO そのため､既設のオージェ電子分析ユ

ニットと組み合わせることにより表面上の二次元

的な元素の分布を知ることができる｡

本電子銃により可能な分析モー ドは以下の通り

である｡

1.吸 収 電 流 像

2.Llne分析

3.Map分析

4.多 点 分 析

これらの分析モー ドのうち､吸収電流像以外は

総てパーソナルコンピュータの制御のもとで行わ

れ､分析操作､データ処理の能率向上が図られて

いることは言うまでもない｡
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.おわ りに本装置を付加することにより､これ

までのX線光電子分光分析 (ESCA)､オージ

ェ電子分光分析(AES)の他に､紫外線光電子

分光分析 (UPS)､走査型オージェ電子分光分

析 (SAM)も可能になり､材料表面を多角的､

複合的に分析することができるようになった｡また､この増設により､表 面分析の教科書に一般的

に紹介されている基本的な分析法がほ

ぼ網羅されたことになり､今後､教育､研究に大きく役立つものと期待される｡最後


